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특허청  

청  1 

공    리 는 에 어 ,

(a) 쓰  청   나 상   각  는 단계;

(b) 상   각  각   1차 복 검사  통  사본 없 과 사본 재 가능   후, 상

  각  각각 상  공    당 에 는 단계;

(c) 상  공   에   또는 쓰  청  없  ,  2차 복 검사  통 , 상  (b) 단계

에  사본 재 가능    각 에  사본  재 는  각  별 는 단계; 

(d) 상  공   에   또는 쓰  청  없  , 상  (c) 단계에  상  사본  재 는

것    각  거 는 단계  포 ,

상   1차 복 검사에 사 는 시  상   2차 복 검사에 사 는 시 보다 돌 

지만 시 값 생  도가 빠  것  공    리 .

청  2 

 1 에 어 ,

상  공   는 나 또는 다수   ,  상  에 산 치  수 는 것

공    리 .

청  3 

 1 에 어 ,

상  공   는 래시 리 체 또는 래시 리  사   매체 , 상   각

 고  크  갖는 지 단  는 것  공    리 .

청  4 

 1 에 어 ,

상  (b) 단계는

(b1) 상  각   각   1차 시 여,  1 시 블에 상   1차 시 결과  치 는

키(key)가 재 는지 검색 는 단계; 

(b2) 상  키가 재 지 는  각  사본 없  고, 상  키가 재 는  각  사본

재 가능  는 단계;  포 는 공    리 .

청  5 

 1 에 어 ,

상  (c) 단계는

(c1) 상  사본 재 가능    각   2차 시 여,  2 시 블에 상   2차 시

결과  치 는 키가 재 는지 검색 는 단계; 

(c2) 상  키가 재 지 는  각  사본 없  고, 상  키가 재 는  각  사본

재  는 단계; 

(c3) 상  사본 재    각에  공  보  갱신 고 가비지 컬  상  는

단계;  포 는 공    리 .
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청  6 

 1 에 어 ,

상   1차 복 검사에 사 는 시  상   2차 복 검사에 사 는 시 보다  수  비

트  시 값  생 는 것  공    리 .

청  7 

 6 에 어 ,

상   1차 시  16비트 또는 32비트 CRC 고, 상   2차 시  SHA-1 또는 MD5  공  

 리 .

청  8 

래시 리 가비지 컬  에 어 ,

(a)    지  사본   가능  큰  지   다  에 나누어 는

단계;

(b) 상  사본   가능  큰  지 에  사본  는  지  가비지 컬  상

는 단계; 

(c) 가비지 컬  수 는 단계  포 ,

상  (a) 단계는  1차 시  통  상    지  별 고,

상  (b) 단계는  2차 시  통  상  사본  는  지  별 ,

상   1차 시는 상   2차 시보다 돌  지만 시 값 생  도가 빠  것  가비지 컬

.

청  9 

 8 에 어 ,

상  (b) 단계  또는 상  (c) 단계는 상  래시 리가  상태에   수 는 것  가비지 컬

 .

청  10 

공    리 치에 어 ,

상  공   에  근 청  수신 고, 상  공    어 여 상  근 청

수 는  어 ;

가비지 컬 (Garbage Collection)  수 여 상  공   에   각   보

는   리 ;

상  공   에 어 는   각들에  다   는 키  고

어, 상  키가 검색 지 는  각  상  공   에 재 지  보 는  1 시

블;

상  공   에 어 는   각들에     는 키  고

어, 상  키  상    각  식별 는  2 시 블; 

상  공    어 가 쓰  청   각   에, 상   1 시 블  참

여, 상  쓰  청   각  상    각과 복 가능  는  각  별 고,

상    리 가 가비지 컬  수  에, 상   2 시 블  참 여, 상  별

 각  상    각과 복   식별 여, 상  복   상   

리 에  거 어   각  , 상  공   에   각  
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 보 는   리  포 ,

상  공    어 는 상    리 에  상  복 가능  는  별

  각  독립  에 는 것  공    리 치.

청  11 

 10 에 어 ,

상  공   는 나 또는 다수   ,  상  에 산 치  수 는 것

공    리 치.

청  12 

 10 에 어 ,

상  공   는 래시 리 체 또는 래시 리  사   매체 , 상   각

 고  크  갖는 지 단  는 것  공    리 치.

청  13 

 10 에 어 ,

상   1 시 블에 사 는 시  상   2 시 블에 사 는 시 보다 돌 

지만 시 값 생  도가 빠  것  공    리 치.

청  14 

 10 에 어 ,

상   1 시 블에 사 는 시  상   2 시 블에 사 는 시 보다  수  비

트  시 값  생 는 것  공    리 치.

  

 술  

본  공    리 치  에  것 , 체 는   보 는 공[0001]

  리 치  에  것 다.

 경  술

근 클라우드 컴퓨 (Cloud Computing) 등 산 시스 에  연 가  진 고 다. 산 시스 에는[0002]

공   가  경우가 많다. 에 라, 공   복  지   연 들  진 어

다.

공   복  지   가  간단    에 쓰  에 동  가 미[0003]

어 는지 여 복 가 어 지  만 는 것  것 다. 지만 복 

 는 에는 시간  므 , 러   쓰  청 처리시 처리 지연  크다는 단  다.

특  공   는  여러 치에  공 므 ,  많  수  쓰  청  동시에 생  가능

크다. 라  쓰  청 처리 지연 시간  크게 늘어나, 능  크게  험  다.

에 라, 쓰  청 수신시에는 단   후, 후 복   식별 여 거 는  [0004]

었 나, 복 어 지   사본  재 는 가  블럭 내에 여 게 다는 문 가 생

다. 는   지  가  블럭 내에 여 게 고,  가 여러 블럭

에 어  다는 뜻 다. 는 결    능   미 다.

라  가비지 컬 (Garbage Collection)  통 ,   사본 므  거 어  , 지 [0005]

들  거 고, 여러 치에 어  는  들  병  다. 는 곧  들

동시키는 비  생  미 다.  들  많  어   수  가비지 컬  능  낮
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것  다.

특 , 근 비  리  래시 리  사   에  심  커지고 는 , 래시 [0006]

리는 어 는  수  는 블럭 단  삭  후 재  다는  가지고 

 문에, 욱 큰 문 가 다. 라  과   복  지  수 는 공   

리  다.

 여 미 공개특허 US2009-0235022 ("APPARATUS AND METHOD TO SELECT A DEDUPLICATION PROTOCOL[0007]

FOR A DATA STORAGE LIBRARY")에는 RAID 어   복수    에  듀 리  

 택 는  개시 어 다.

또 , 미 공개특허 US2009-0177855 ("BACKING  UP  A  DE-DUPLICATED  COMPUTER  FILE-SYSTEM  OF  A  COMPUTER[0008]

SYSTEM")에는 듀 리 트  컴퓨   시스  업 는  개시 어 다.

 내

결 는 과

본  술   에   복 문  결   것 , 그   공[0009]

   보 는   리 치   공 는 것 다.

과  결 수단

상  같   달   본   1 측 에  공    리 는  (a) 쓰[0010]

 청   나 상   각  는 단계; (b) 상   각  각   1차 

복 검사  통  사본 없 과 사본 재 가능   후, 상    각  각각 상  공  

 당 에 는 단계; (c) 상  공   에   또는 쓰  청  없  , 

2차 복 검사  통 , 상  (b) 단계에  사본 재 가능    각 에  사본  재 는 

 각  별 는 단계;  (d) 상  공   에   또는 쓰  청  없  , 상  (c)

단계에  상  사본  재 는 것    각  거 는 단계  포 , 상   1차 복 검

사에 사 는 시  상   2차 복 검사에 사 는 시 보다 돌  지만 시 값 생

도가 빠  것  특징  다.

상  같   달   본   2 측 에  래시 리 가비지 컬   (a) [0011]

  지  사본   가능  큰  지   다  에 나누어 는 단계; (b) 상

 사본   가능  큰  지 에  사본  는  지  가비지 컬  상  

는 단계;  (c) 가비지 컬  수 는 단계  포 , 상  (a) 단계는  1차 시  통  상  

  지  별 고, 상  (b) 단계는  2차 시  통  상  사본  는  지  별

, 상   1차 시는 상   2차 시보다 돌  지만 시 값 생  도가 빠  것  특징  

다.

상  같   달   본   3 측 에  공    리 치는, 상  공  [0012]

 에  근 청  수신 고, 상  공    어 여 상  근 청  수 는 

 어 ; 가비지 컬 (Garbage Collection)  수 여 상  공   에   각

 보 는   리 ; 상  공   에 어 는   각들에 

 다   는 키  고 어, 상  키가 검색 지 는  각  상  공   

에 재 지  보 는  1 시 블; 상  공   에 어 는   각들

에     는 키  고 어, 상  키  상    각  식별 는  2 시 

블;  상  공    어 가 쓰  청   각   에, 상   1 시 블

 참 여, 상  쓰  청   각  상    각과 복 가능  는  각  

별 고, 상    리 가 가비지 컬  수  에, 상   2 시 블  참 여, 상

 별   각  상    각과 복   식별 여, 상  복   상  

  리 에  거 어   각  , 상  공   에  

각   보 는   리  포 , 상  공    어 는 상  

 리 에  상  복 가능  는  별   각  독립  에 는 것
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특징  다.

 과

본  공    보 는   리 치  에 어,  시 처리 지[0013]

연  는 과  얻는다.

또 , 복  거     복사  는 가 감 므  가비지 컬  능  상[0014]

다.

도  간단  

도 1  본 에    리 치   도시 .[0015]

도 2, 3, 4는 본 에    리   도시 .

도 5는 래 술에    리  실시  도시 .

도 6  본 에    리  실시  도시 .

 실시   체  내

래에 는 첨  도  참 여 본  는 술 에  통상  지식  가진 가 게 실시[0016]

수 도  본  실시  상  다. 그러나 본  여러 가지 상  태   수 

여 에  는 실시 에 지 는다. 그리고 도 에  본  게   과 

계없는  생략 ,  체  통 여 사  에 는 사  도   다.

 체에 , 어   다  과 "연결" 어 다고  , 는 "직  연결" 어 는 경우뿐[0017]

니라, 그 간에 다   사 에 고 "  연결" 어 는 경우도 포 다. 또  어  

어   "포 " 다고  , 는 특별  는 재가 없는  다   는 것  

니라 다    포  수 는 것  미 다.

도 1  본 에    리 치(10)  나타낸 블 도 다.[0018]

 도 1  참 , 본 에    리 치(10)는  어 (100),   [0019]

리 (200),   리 (300),  1 시 블(400),   2 시 블(500)  포 다.

 어 (100)는 나 상  치(30)에  공 는  (20)에    담당[0020]

다.  (20)는 나 상  에 산 치  수 는 나 상    수 다. 

람직  실시 에   (20)는 래시 리 또는 래시 리  사   매체 , 고  크

갖는 지 단  나누어  리 다. , 가 여러 개  지  어 다.

  리 (300)는 (20)에  가비지 컬  수 다. , 지  참  거[0021]

고 여러 치에 어    각들  병 여 (20)  능  막는다. 특 , 래시 

리  경우,   변경  는 당 블럭 체  삭  후 다시   문에 리

주  사 여 실  물리  주 에 매 여 근 다. 라 , 매  계가 없는 상태  쓰 지 고 는

지  지들  다시 비어 는 지  만들어주는 가비지 컬  욱 다.

편,   리 (200)는  (20)  과  공   가 복 지 [0022]

도  리 다.  들어,  X   Y가  (20)  다  치에  A  A'라는  각

각 사 고 지만 실 는 A  A'가 동  라 ,   리 치(10)는 A  사본  A'  

거 고,  X   Y가 A  공 도  공  보  다. , 본 에    리

치(10)    리 (200)는  단 가 닌,  각 단 ( : 지)   보

므 ,  (20)  욱 과  리  수 다. 

체 ,   리 (200)는  어 (100)가 쓰  청   각   (2[0023]

0)에  에, 1차 복 검사  실시 여 에 어 는  각과 복 지  실

 각과 에 어 는  각  사본  가능  는  각  여,  

어 (100)가     각  각각 별도  에  수 게 다.  (20)가 

상태에  , ,  (20)에 근 청  없  ,   리 (200)는 2차 복 검사
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실시 여, 에 어 는  각  사본  가능  는 것  어   각들

에 , 실    각과 복   각  골라낸다. 러   각들에  공  보

 후, 지   각  ,  (20)가  상태에   가비지 컬

 수 는   리 (300)에  러  지  참 가 거 다.

러  식 , 본 에    리 치(10)는  (20)  능   수 [0024]

다. 술   같 , 쓰  청  수신  마다 사본 재 여  여 사본  없는  각만 

는 래 술  사본 재 여  에  처리 지연 문에 능  낮 지는 문  갖고 다.  문

결   , 쓰  청 수신시에는  고, 후  상태에   복 는  

거 는  래  술  경우에는,  사본  는   사본  없는   각   블럭  내에  여

므 , 결  가비지 컬  수 시   각과 지   각   블럭 에 여

게 어,   각  다  블럭  동, 병 는 비  생 므 , 가비지 컬  능  낮

진다는 문 가 다. 는 특 ,  (20)가 래시 리 또는 래시 리  사  것  

문 가 다.

라 , 본 에    리 치(10)는 러  문  결  , 쓰  청 수신시에는[0025]

연산 도가 빠  1차 복 검사  실시 고,  상태에  는 도가  2차 복 검사  실시 다.

1차 복 검사는 도가 빠 므 , 시  처리 지연   수 고, 1차 복 검사  통  사본  없는 것

 실   각   , 가비지 컬  수 시 러  각들  동시키지 도 므

가비지 컬  능도 상 다. 또 , 도가 빠  1차 복 검사에  걸러진 사본  없는 것  실  

각에 는 2차 복 검사  수 지 므 , 복 검사   수 는   원 비 가도 크

지 다.

러  1차 복 검사  2차 복 검사  수  ,   리 치(10)는  1 시 블[0026]

(400)   2 시 블(500)  포 다. 각각   각들  시 값  고 다. 

,  2 시 블(500)  돌  거  없는 시 ( : SHA-1, MD5 등)  사 므 , 시 값  통[0027]

각  각들  식별  수 다. , 복 검사  수  상  각  같  시  시

값  검색 여 복 는  각  어느 것 지 식별 낼 수 , 검색  지  사본  없는 것

 실 다. 량  큰 실   각  직  비 지 고도 시 값 만  동   각  식별

낼 수 다는  지만, 연산 시간  다는 단  다.

,  1 시 블(400)  연산 도는 빠 지만 돌   시 ( : 32비트 CRC)  사 므[0028]

, 시 값  통  각  각  식별  수는 없다.  들어, 32비트  키 값  생 는 시 연

산  경우, 생  러독스(Birthday Paradox) 에  77,000개  키 값  생   50%   돌

어난다. 지만 키 값  재 지  사본도 재 지   수 다. ,  1  시 블

(400)  사 ,  시간 비  복 는  각  어 지  것  실   각

( : 동   각  다수 개   그  가   식별   각)  낼 수 , 그 

  각들  동   각  미  (20)에 재  가능  매우 큰 것  단

수 다.

,  1 시 블(400)  사 는 1차 복 검사는  2 시 블(500)  사 는 2차 복 검사에 사[0029]

는 시 보다 돌  지만 연산 도가 빠  시  사 ,  경우  수

비트  여 수 다.

다시 말 ,  1 시 블(400)   (20)에 어 는   각들에  다 [0030]

 는  키  고  어,  키가  검색 지  는   각  (20)에  재 지  

보 ,  2 시 블(500)   (20)에 어 는   각들에    

는 키  고 어, 키  통  상    각  식별 는 것  가능 다.

도 2, 3, 4는 본 에    리   도시 고 다.[0031]

 본 에    리  체  도시 고 는 도 2  참 , 쓰  청  수[0032]

신  는(S310), 청   각  나눈 후(S320), 1차 복 검사  통  각 각  사본 없  

과 사본 재 가능 에 나누어 다가(S330),  (20)가  상태에  (S340), 2차

복 검사  통  사본 재 가능   각  사본 재 각  별 고(S350), 가비지 컬  수
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다(S360). , 상  2차 복 검사 단계(S350)  가비지 컬  단계(S360)는  독립  수  수

다. ,   상태에  ,  2차 복 검사(S350)  거치지  각들  다  2차 복 검사 단계

(S350)  수 고, 가비지 컬 (S360)  거치지  각들  다  가비지 컬  단계(S360)  수 다

(실시  도시  도 6 참 ).

도 3  상  1차 복 검사 단계(S330)  체  도시 고 다.[0033]

 각  각  1차 시 다(S410).  시 값과 동  키가  1 시 블(400)에 재 는지 [0034]

고(S420), 키가 검색  는  각  사본 재 가능 에 고(S430), 치 는 키가 없는 

 각  사본 없  에 다(S440).  단계들  든 쓰  청   각   료  

지 수 다(S450).

도 4는 상  2차 복 검사 단계(S350)  체  도시 고 다.[0035]

 각  상  각,  사본 재 가능 에 어 는  각  2차 시 다(S510).[0036]

 시 값과 동  키가  2 시 블(500)에 재 는지  (S520), 키가 검색  는 

각  사본  재 는  각 다. 당 키  통  에 어 는   복 는 

각에  공  보  고(S530),   각  지   각  여 가비지

컬  상  만든다(S540).   단계들  든   상   각  처리  료  지  수 다

(S550).

도 5는 래 술에    리  실시  도시 고 고, 도 6  본 에  [0037]

 리  실시  도시 고 다.

, 쓰  청  는   후, 후 는 식  래 술  실시  도시 고 는 도 5[0038]

 보 , 쓰  청   각   후,   각과 복 어 는   후, 

가비지 컬  통  지  에  참  없 고,   각들  병  후  각 블

럭  습  도시 어 다. 편 상  각들  고  크  갖는 지  도시 겠다.

여 에 , U는 사본 재 여  미  지, S는 사본 없  지, D는 사본 재 지( , 삭  상[0039]

지), V는    지, e는 빈 지  나타낸다.

 후  나타내는 첫 째 도  보 ,  복  지 고 므 , 쓰  청  는[0040]

각 지 첫 째 블럭(블럭 0)  차  어, 블럭 2  째 지 지 어 고(U), 후 

지들  직 비어 다(e).

 후  나타내는 째 도  보 , U 지들  각각 S  D  었다. 도시   같 , 래 술[0041]

에 는 사본  없는  지(S)  에 사본  재 는 지(D)가  블럭에 여 게 다. 결 ,

D 지들  지  지가 어 거 상  고, S 지들   지(V)가 다.

가비지 컬  후  나타내는 째 도  보 , 여러 블럭에 나뉘어   S 지들  첫 째 블럭[0042]

동, 병 었다. 지  D 지들  거 고 나 , 가 여러 블럭에 나뉘어  상태가 

므    능  낮 지  문 다.

 본 에    리  실시  도시 고 는 도 6  보 .[0043]

1차 검사  수 여 쓰  청   각   후, 2차 검사 후,  가비지 컬  후  각 블럭  [0044]

습  도시 어 다.

여 에 ,  1S는  1차  검사에  사본없   지,  1D는  1차  검사에  사본  재  가능  [0045]

지, 2S는 2차 검사에  사본없   지, 2D는 2차 검사에  사본 재가  지( , 삭

상  지), V는    지, e는 빈 지  나타낸다.

1차 검사 후  나타내는 첫 째 도  보 , 1S는 블럭0 , 1D는 블럭1  고 다.[0046]

2차 검사 후  나타내는 째 도  보 , 1D 에  2S  2D가 다시 다. 블럭0에 어 는 1S에[0047]

는 2차 검사  거칠 없 ,  V가 다.

가비지 컬  후  나타내는 째 도  보 , 래 술과 달리, 블럭0  V 지들  동 지 [0048]

 수 다. 미 같  블럭에 여 므  동, 병  가 없는 것 다. 라  가비지 컬  능
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상 다.

술  본   시   것 , 본  는 술  통상  지식  가진 는 본 [0049]

 술  사상 나 수  특징  변경 지 고  다  체  태  쉽게 변  가능 다는 것  

 수  것 다. 그러므  상에  술  실시 들  든 에  시  것   닌 것

만 다.  들어, 단  어 는 각  는 산 어 실시  수도 , 마찬가

지  산  것  어 는  들도 결  태  실시  수 다.

본  는 상  상  보다는 후술 는 특허청 에 여 나타내어지 , 특허청  미[0050]

  그리고 그 균등 개  도 는 든 변경 또는 변  태가 본  에 포 는 것

 어  다.

 

10:   리 치[0051]

100:  어

200:   리

300:   리

400:  1 시 블

500:  2 시 블
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